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Este invento se refiere o un aparato para leer
Un soporte de informaciéon reflectante de la radiaciéon oOpti-
ca, cuyo aparato comprende una fuente de radiacidén que pro
duce un haz de leer, un sistema de objetivo para enfocar
el haz de leer en un punto de leer en la estructura de in-
formacion del soporte de informacidon y para formar la ima-
gen del punto de leer sobre un detector de informacidén sen
sibife a la radiaciéon cuya sefal de salida representa la in
formacidon, y un sistema de deteccidén de error de enfoque
optico-electronico para determinar una desviacion entre la
posicidn deseada y la posicién real del plano de enfoque
del sistema de objetivo, cuyo sistema de deteccidén de erro?
de enfoque comprende dos detectores de enfoque sensibles a
la radiacion los cuales cooperan con un haz de enfoque es-
trecho, proporcionando la diferencia en las sefiales de sa-
lida de los detectores de enfoque una indicacidén acerca de
dicha desviacion.

En este aspecto ha de entenderse que '"haz de
enfoque'™ significa un haz auxiliar con ayuda del cual se
detectan los errores de enfoque del haz de leer. Los "dete”
tores de enfoque"™ son detectores sensibles a la radiacion,
los cuales "cooperan con dicho haz auxiliar.

Tal aparato se ha descrito en la anterior Soli-
citud de Patente na 414.590. Este aparato se.usa, por ejem-
plo, para leer un soporte de informacidon sobre el cual se
almacena un programa de television (en color). La estructu-
ra de informacidon consiste entonces en una multitud de are;
que alternan con &reas intermedias, las cuales estan dis-
puestas de acuerdo con una pista en espiral, cuyas areos y

areas intermedias tienen una diferente influencia sobre un
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-haz de leer. La informacién esta pues contenida, por ejem-

plo, en las longitudes de las areas y en los de las &areas

intermedias. Para obtener un tiempo de reproduccidon sufi-

. cientemcnte largo, los detalles de la estructura de infor-

macién seran muy pequefios para que tenga dimensiones limi-
tadas el soporte de informacién. Por ejemplo, si se almace®
na un programa de television de 30 minutos en una cara de
un soporte de informacién redondo en forma de disco, en un
area anular de un radio exterior de aproximadamente 15 cm
y un radio interior de aproximadamente 6 cm, la anchura de
las pistas sera aproximadamente de 0,5 mieras y la longi-
tud media de las areas y de las areas intermedias sera de”
aproximadamente 1 miera.

A fin de permitir 18 lectura de detalles tan
diminutos, se debe emplear un sistema de objetivo con una
abertura numérica bastante grande. No obstante, la profun-
didad de foco de tal sistema de objetivo es pequefia. Como
en el aparato de leer se pueden producir variaciones en la
distancia entre el plano de la.estructura de informacién y
el sistema de objetivo que sean mayores que la profundidad
del foco, se han de tomar medidas para que esas variaciones
puedan ser-detectadas y para que se pueda corregir el enfo-
que.

En el aparato de acuerdo con la citada Solici-
tud de Patente anterior, se separa por tanto un haz estre-
cho dividiéndolo del haz de leer antes de que ese haz entre
en el sistema de objetivo. El haz estrecho pasa oblicuamen-
te a través del sistema de objetivo. Después de que ese haz
haya sido reflejado por el soporte de informacién, atravie-

sa el sistema de objetivo por segunda vez y forma luego un
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punto de radiacion, el punto de enfoque, en el plano de
los dos detectores de enfoque. fTa simetria del punto de
enfoque con relacidén a los detectores de enfoque proporcic
na entonces una indicacién del grado de enfoque del haz de
leer en la estructura de informacion.

i En ,el aparato de leer conocido se necesitan wja
serie de elementos adicionales, tales como un espejo semi-
transparente, un espejo totalmente reflectante para la for
macion del haz de enfoque, y una lente adicional para en-
focar el haz auxiliar en el plano focal del sistema de ob-
jetivo. Las posiciones de los elementos adicionales con
muy criticas.

Un objeto del presente invento es proporcionar
un aparato del tipo mencionado en el preambulo en el cual
se necesita un numero minimo de elementos adicionales para
la deteccion del enfoque. 31 aparato de acuerdo con el in-
vento se caracteriza porque el camino que sigue la radia-
cion del haz de leer en un lado del eje o6ptico del sistema
de objetivo incluye un elemento de desviacidén de la radia-
cion cuya area superficial es sustancialmente menor que el
area de la seccion transversal del haz"de leer.

* Debido al elemento de desviacidon de la radia-

cion, a una pequefia parte del haz de leer se le da otra di-
reccion que al resto del haz de leer. Esa parte es enfoca-
fia sobre los detectores de enfoque por el sistema de obje-
tivo,- estando regulada la posicion del punto de radiacion,
que se forma en el plano de los detectores de enfoque, con
relacion a los detectores por el grado de enfoque del haz
de leer sobre la superficie de informacion del soporte de

informacion.
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Preferiblemente, el detector de informacién y
los detectores de enfoque estan dispuestos en el mismo pia
no perpendicular al eje Optico.

El elemento de desviacion de la radiacién pue-
de estar constituido por una cufa 6ptica o bien por un re-
ticulo! de difraccion.

Uno primera realizacién de un aparato de acucr
do con el iInvento se caracteriza porque la trayectoria de
radiacion del haz de radiacion que es dirigido hacia el
porte de informacién incluye un elemento de desviacién de
la radiacion, de tal modo que la radiacién que incide so-
bre el elemento de desviacién de lo radiacion forma un pun
to de radiacion adicional sobre la estructura de informa-
cion ademas del punto de leer, la imagen de cuyo punto de
radiacion es formada sobre los detectores de enfoque por el
sistema de objetivo.

Como fuente de radiacidén puede usarse un laser
de gas, tal como un laser de helio-nebn. En ese caso la dis
tancia entre el sistema de objetivo y el plano de los de-
tectores es relativamente grande. El punto de enfoque esta
entonces situado a una distancia relativamente grande de
la imagen del punto de leer.

Es posible, alternativamente, emplear como fuen
te de radiacion un laser de diodo (semiconductor). Tal la-
-ser puede usarse también como detector de informacién. En
ese caso la radiacion que es reflejada por el soporte de
informacién no tiene que ser separada de la radiacién que
es dirigida hacia el soporte de informaciéon. La unidad de
leer 6ptica puede entonces mantenerse sencilla y compacta.

Ademas, el sistema de objetivo puede ser entonces de poco
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-aumento. Si en tal aparato de leer se forma un haz-de enfo
que por medio de Un elemento de desviacién, el punto de en
foque puede ser situado tan proximo a la imagen del punto
de leer que los detectores de enfoque no puedan ser dispue”
tos dentro de la .distancia requerida al diodo laser. Si
fuese posible disponer los detectores de enfoque en la po-
sicion deseada, una parte del haz de leer incidiria ya so-
bre los detectores de enfoque en el caso de un ligero error
de enfoque del haz de leer, dando por resultado un error

en la sefial de control de enfoque.

A Ffin de evitar estos problemas, de acuerdo con
otra propiedad caracteristica de la primera realizacién del,
invento, en la cual el elemento de desviacién de la radia-
cidn es una cufia O6ptica, puede incluirse una segunda cufia
6ptica en la trayectoria de radiacidon del haz secundario
formado por la primera cufa Optica y que es reflejado por
el soporte de informacioén.

Preferiblemente, la segunda cufia Optica se dis-
pone entonces dentro de la imagen de la primera cufa Opticz,
cuya imagen es formada con ayuda del soporte de informaciodi
y del elemento de lente del sistema de objetivo mas proximc
al soporte de informacién. Esto significa que el &rea de le
segunda cufia oOptica es menor o igual que el area de la pri-
mera cufia Optica.

El sistema de objetivo puede comprender una plt
ralidad de elementos de lente o bien un elemento de lente.
En. el caso ultimamente mencionado el "elemento de lente de3
sistema de objetivo mas préoximo al soporte de informacién”
es el propio sistema de objetivo.

La segunda cufia optica, cuyo angulo de refrac-
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-cio6n es preferiblemente mayor que el de la primera cufa 9&])
tica, desvia el has de enfoque reflejado por el soporte.de
informacién adicionalmente en relacién al haz de leer, de
modo que aumenta la distancia entre el punto de enfoque y
el punto de leer,

A fin de garantizar que la segunda cufia perma-
nece.siempre en la imagen de la primera cufia, independien-
temente de.la posicién del soporte de informacidn con rela-
cion al sistema de objetivo, las cufias Opticas, de acuerdo
con otra propiedad caracteristica del invento, estan dis-
puestos en el plano focal posterior del elemento de lente
del sistema de objetivo mas proximo "al soporte de informa-
cion.

Una segunda realizacién de un aparato de acuer
do con el invento se caracteriza porque hay un elemento de
desviacioén de la radiacién dispuesto en la trayectoria del
haz de leer que es reflejado por el soporte de la. informa-
cion y que se origina en el punto de leer, de tal modo que
la radiacién que incide sobre el elemento de desviaciéon de
la radiacion es desviada a los detectores de enfoque.

De acuerdo con otra propiedad caracteristica
de un aparato de acuerdo con el invento, la linea de divi-
sion entre los detectores de enfoque forma un angulo agudo
con la direccion en la cual se mueve el punto de enfoque de
"bido a errores de enfoque. Con esta medida se evita que la
posicion del detector de enfogue sea muy critica.

Los elementos de desviacion de la radiacidon que
se usan son sustancialmente menores que la seccidn trans-
versal del haz de leer. Como resultado de esto, no es afec-

tado en grado considerable el tamafio del punto de leer, ni
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por consiguiente, la informacién real leida de salida. La
ligera influencia de los elementos de desviacion de la ra-
diacion sobre la lectura de salida puede ser reducida to-
davia mas disponiendo los cosas pora que la linea de inter
conexion entre el eje optico del sistema de objetivo y el
elemento de-desviacion de la radiacién* de modo que forme
un angulo de 4$6 con la direccion en lo cual se lee una
pista de informacién del soporte de informacioén.

A continuacion se describirid el invento con ma
yor detalle, sobre la base de un aparato en el que se em-
plea un laser de diodo como fuente de radiacidon y cufas §)
ticas como elementos de desviacion de la radiaciéon. En es-
ta descripcion se hace referencia 8 los dibujos, en los
cuales:

La Fig. 1 ilustra una primera realizacidon de
un aparato de acuerdo con el invento;

Las Figs. 2a y 2b ilustran diferentes orienta-
ciones de los detectores de enfoque con relacién a las di-
recciones de movimiento del punto de enfoque; y

Las Figs. 3a y 3b ilustran la forma en que el
punto de enfoque se mueve con relaciéon a los detectores de
enfoque cuando se giran las cufas Opticas con relacion al
eje Optico; y

La Fig- 4 ilustra una segunda realizacio6n de
un aparato de acuerdo con el invento.

En la Fig. 1 se ilustra una parte de un sopor-
te de informacién 1 de forma de disco redondo en corte trans
versal radial. La estructura de la informacidn es, por ejen
pio, una estructura de fase y comprende una.multitud de pif

tas 2 concéntricas o casi concéntricas, cuyas pistas con-
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- sisten en una serie de areos y de are3ds intermedios. Los*

"areas pueden estar situados, por ejemplo, a un nivel en el
soporte de informacién diferente al de las areas interme-
dias. La informacién puede ser, por ejemplo, un programa
de television en color, pero alternativamente puede consis
tir en otro informacion, tal como en una multitud de dife-
rentes imagenes o bien en informacion digital. Preferible-
mente, la estructura de la informacién estd situada en la
parte posterior del soporte de informacidon 1.

El soporte de informacidon es iluminado por un
haz de leer 3 producido por un laser de diodo 4. Un siste-
ma de objetivo, el cual consiste en una lente sencilla, o°
bien, como se ha ilustrado en la Fig. 1, en dos lentes
y Lg, enfoca el haz de leer en un punto de leer en la
estructura de informacién. El haz de leer 3 es luego refle,
jJado por la estructura de informacién y, al girar el sopor-"
te de informacidén, es modulado de acuerdo con la informa-
cion que estad contenida en una parte de pista que ha de sei
leida. Después de la reflexion,el haz de leer atraviesa el
sistema de objetivo por segunda vez, formandose una imagen
Vi del punto de leer V*. En la posicién del punto de radia-
cida v; hay.situad, un detector, el cual convierte el has
de leer modulado en una sefial eléctrica S™.

Si la fuente de radiacidén es un laser de diodo,
es posible, como se ha descrito en la Solicitud de Patente
Alemana publicada n3 2.244.119, usar ese laser de diodo co-
mo detector. Dependiendo de la intensidad del haz de leer
reflejado, variard la resistencia eléctrica a través del 14

ser de diodo o la intensidad de la radiacién emitida desde

la parte posterior del laser de diodo. Cuando se usa un la-
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ser de diodo como fuente de radiacidn, no es necesario un
elemento paro "dividir el haz para separar el haz de leer
modulado reflejado, por el soporte de informacién del haz de
leer no modulado que es dirigido hacia el soporte de infor
macion.

De acuerdo con el invento, hay uno pequefia cu-
fia optica 5 dispuesta en la trayectoria del haz de leer 3.
Eiaiguﬁa separa un haz secundario 6 (representado por li-
peas dé trazos en la Fig. 1) dividiéndolo del haz de leer.
Ese haz secundario es enfocado a un punto de radiacién V.
en la estructura de informaciéon por la lente L™. Después
de reflexidon en la estructura de informacion y de un segun
do paso a través del sistema de objetivo, el haz de enfoque
forma un punto de radiacion (punto de enfoque) sobre un
conjunto de dos detectores de enfoque 7 y 8. Si la distan-
cia entre el plano de las pistas 2 y el sistema de objeti-
vo es correcta, el punto de enfoque es simétrico con rela-
cion a los detectores de enfoque, de modo que ambos detec-
tores reciben una cantidad igual de radiacidon y las sefa-
les de salida Sy y Sg son iguales. Si el plano de la estrut.
tura de informacién se mueve hacia abajo con relacioén al
sistema de -objetivo, el punto por donde el rayo principal
del haz reflejado 6 entra en la lente serad desplazado
hacia el eje Optico 00( La desviaciéon del haz 6 por el sis-
tema delobjetivo és entonces ligeramente menor y el punto
de enfoque se mueve hacia la izquierda. El detector 7 re.
cibe entonces mas radiacion que el detector 8. Si el plano
de las pistas 2 se mueve hacia arriba, ocurre a la inversa,
y el detector 7 recibe menos radiacién que el detector 8.

Las sefiales S, y Sg de los detectores son apli-



67.991 Hojn nAm. 10

-cadas a un circuito electrénico 9. En este circuito las se
nales son restadas una de otra de una manera conocida de
por si. En la salida del circuito 9 se obtiene entonces

. una sefial de control de enfoque r~, con la cual ce puede

5 corregir el enfoque del sistema de objetivo, por ejemplo
moviendo para ello ese sistema a lo largo del eje o6ptico
00l Si la fuente de radiacion es un laser de diodo, la uni-
dadjde leer Optica puede también ser movida a lo largo del
qje optico.

10 La cufio optica, o bien una rejilla de difraccion,
estd dispuesta en la trayectoria del haz de leer que es di
rigido hacia el soporto de informacion, y el haz de enfoqué
que pasa a través de la lente L-es estrecho. Se garantiza
asi que el punto Vp es sensiblemente mayor que el punto Vh

15 Los detalles de la estructura de informacién no pueden en-
tonces diferenciarse con el haz de enfoque, de modo que las
sefiales Sy y Sg no presentaran variacion alguna de alta fij;
cuencia.

Para mayor claridad se ha representado el haz

20 de enfoque reflejado pasando a través del borde de la len-
te L™ en la Fig. 1. En realidad, el punto por el que el ra-
yo principa-l1 de este haz entra en la lente L" estara mas
proximo al eje optico.

En el aparato de acuerdo con el invento el haz
de enfoque esta formado con medios muy sencillos, es decir,
con solamente un elemento de forma de cufia o bien con sola-
mente un pequefio reticulo de difraccién. La cufa del reti-
culo de difraccién puede estar montada, por ejemplo, sobre
una placa transparente. Esa placa puede estar fija con re-

30 laciéon a la lente en la direccion del eje optico 001

20028
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2

ra 1o desviacién del haz de enfoque por dichs cudis. Es de-
seable que el puntb de ls estructurs de informacidén sl cual

se ajusts el enfoque esté mds proéximo sl punto de la estrug_

lids.-Ts distencie entre Vi ¥y Vf es por ejemplo de 100 mi-

crasﬁ En los casos en que 61 soporte de informacién ses o-
:’ H . .

blicuo con relscidén al eje Optico, o en que se produzcsn

varisciones en el grueso del soporte de informacibn, es en-
tonces posible‘también mantener un correcto enfoque del haz
de leer. : :

A f£in de disponer de uns distancias suficiente-
entre el punto de enfoque V% y el punto de leer V{, la des-
viacidn por ls cufis 5,s6la, basta si el sumento del siste-
m3 de objetivo es suficientemente grande, o bien si 1ls fuen
te de radiecién no-constituye 8l mismo tiempo el detector
de informscién, de modo que la radiscidn .reflejsds por el
soporte de registfo pueda ser deéviada por espejo ¥y los de-
tectores puedsn ser dispuestos 8 una distancis adecuada del

gsoporte de informacidn.

*Cuando se usa un l8ser de diodo cono fuente de

radiacidén (véase le Fig. 1) y un sistems de objetivo el cug#
forma la imagen del liser de diodo sobre 1a.estructura de
infofmacién con une relacibén de 2:1, siendo la distancia ep
tre el sisteme de objetivo y el léser de diodo preferible-
mente pequefis, ls disbancia, como resultado de la desviacibh
por ls cuila 5, entre los puntos Vi y ﬁ% es denssisdo peque-

plesr uns segunda cuiisa Optice 10. Esa cufis es entonces dis-}
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L-puesta en lao trayectoria del hoz de enfoque reflejado{ Ls
cuiis 10 puede tener un mayof fngulo de fefraccién que la
cufisa. 5, puesto que ello no éfecta a la distoncia entre los
puntos V; ¥ Vf. -

5 ) Tembién en el caso de gue se pueda obtener una
distoncis setisfectoris entre los puntoq V'i ¥ V'f con una
cufie ' 5, puode ussrse uns segunde cufie 10, Por medio de ls
se@uﬁda cuiia es entonces posible impedir que 18 rodiscidn
qéilhaé de lecr incids sobre los detectores de enfoque cusy
10 do lv estructurs de lo informscidn estd desenfocads, dando
por resultsdo que el punto de leer V'i ses "omplisdo".

Lo cufia 10 deberd entonces estar dispuests en.
la sombrs de le cufia 5, 6 bien, dicho con otras palabrss,
sobre cads uns de las cuiies 5 y 10 debe ser formads la ima-
15 gen de ls otrs por ls lente I, & través del soporte de in-
formscidén., En ls Fig. 1, los reyos merginales de diches im§
genes formadas se han representado por liness de puntos y
trazos,

Si el plano de lss cufias estuviese situsdo o
20 ung altura srbitrsris entre las lentes Ll.y LQ, la imagen
de la cufis 5 dependeria de la distancis entre el plano'de
1s estructurs de 1s informecibn y el sistems de objetivo.
Por consiguiente, se hs de poner éuidado, de acuerdo 6on el
invento, en que el plano de 1as cufias coincids con el plsnd
" 25 -focal F\@e 1s lente L.

A fin de garantizsr que toda ls. radiscidn que
es deéviada por le primers cufia (5) psse 8 través de 18 se-
gunds cuiia (10), le segunda cufis habré de ser ligersmente
| meyor que 1s primefa cuiia. No obstsnte, una pequefis parte

30 del propio hsz de leer 3 pasaria entonces a %rsvés de 1l s

20028 . ‘ )
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—-guilde cufia y daria por resultado un punto de radiacidon se-
parado sobre 14 superficie de"los detectores; comparese

con el pequefio h3z 3.'indicado por las lineas ininterrumpi-

. das en la Fig. 1. En la situaci6n de la Fig. 1, en la cual

el haz de leer estid enfocado correctamente sobre la estruc-
tura de informacion, el punto de radiacion esta situado
proximo a los detectores de enfoque. Si se moviese entonces
el plano de las pistas 2 hacia arriba, el punto de radia-
cion Vn caeria entonces sobre el detector 7 en el caso de
un pequefo error de enfoque, dando asi lugar a una sefal
erronea r.

Por consiguiente el area de la cufia 10 debera -
ser cormo maximo igual a la de la cufa 5, y la cufia 10 esté
dispuesta en la sombra de la cufia 5. Como resultado de és-
to, una parte del haz de enfoque, el haz 6"representado por
las lineas de trazos, no incidira sobre los detectores 7 y
8. No obstante, esto se traduce simplemente en que las se-
fales Sy y Sg sean ligeramente menores. La sensibilidad dei
sistema de deteccidn para errores de enfoque no es afecta-
da de modo considerable por ello.

Ademas, se he de poner cuidado en que la distai

* cia d entre- el eje optico 00"y el punto por el que el.haz

de enfoque entra en la lente L sea aproximadamente 0,7 ve-
ces el radio r de la pupila de la lente. Para el método de

leer ilustrado en la Fig. 1, en que el haz de leer atravie-
sa dos veces el dispositivo portador de informaciéon, la in-
fluencia de la aberracién esférica en el sistema de objeti-
vo sobre la forma del punto V», en el caso de variaciones

en el grueso del soporte de informacién, es entonces minima

para el método de control de enfoque descrito.
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HoJ* num. 14

En Iss Figs. 2a y 2b se han representado los

dos detectores de enfoque 7 y 8 con el punto de enfoque
proyectado sobre ellos. Se supone que en el caso de una

variacion del enfoque del haz de leer el punto de enfoque
V. se mueve en la direccién x. Para una sensibilidad o6pti-
ma para errores de enfoque del sistemo de deteccién, lo li-
nea N que separa los detectores 7 y 8 debera ser perpendi-
cular a la direccion x, como se ho ilustrado en la Fig. 2a,
No obstante, la sefial de control de enfoque derivada r”~ de-
penderia entonces considerablemente de la posicién de los
detectores de enfoque en la direccidon Xx.

De acuerdo con el invento, los detectores 7 y*
8 estan dispuestos de modo que la linea do separacién g for
ma un angulo agudo, por ejemplo de 459, con la direccion x,
como se ha ilustrado en la Fig. 2b. El psso por cero de la
sefial rj, puede entonces ser ajustado girando para ello la
cufa 5; 6 las cufas 5 y 10; alrededor del eje o6ptico 001 Er
las Figs. 3s y 3b se*ha representado por la curva g la tra-
yectoria descrita por el punto.de enfoque si se giran
las cufias. En el caso de la Fig. 3a, en que los detectores
tienen la orientacion de la Fig.-2b, I distribucién de la
radiacién sobre los detectores de enfoque variara al mover-
se el punto de enfoque sobre los detectores de acuerdo con
la curva c. Durante el montaje del aparato de leer, después
de haber sido montada la placa con las cufas entre las len-
tes y Lg y de haber sido ajustado correctamente el enfo-
que,. pueden entonces girarse las placas de modo que el pun-
to de enfoque sea simétrico con relacién a los detectores
7 y 8. Esto no es posible si los detectores de enfoque tie-

nen la orientacidon segun la Fig. 2a. En ese caso la distri-
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- bucién Je la radiacién sobro los detectores de enfoque no

puede ser influida por-el giro de la placa de cuifa lo co-
rrespondiente a pequefios angulos. Compéarese con la Fig.
3b.

Si los detectores de enfoque tienen la orienta
cion de la Fig. 2b, el movimiento del punto de enfoque V.
en la* direccion x, es decir, un movimiento como resultado
d; ips errores de enfoque, darad por resultado una variacioi
yenor de las sefiales Sy y Sg que si esos detectores estu-
viesen orientados segun la Fig. 2a. Por consiguiente, se
reduce la sensibilidad del sistema de deteccidn. No obstan
te, esto no plantea problemas. La sensibilidad sigue sien-
do también adecuada en el caso de la disposicion de la Fig
2b. La ventaja obtenida con respecto a las tolerancias de
posicidén de los detectores de enfoque es entonces mas iIm-
portante que la pérdida de sensibilidad.

Al ser derivado un haz de enfoque del haz de
leer, ese haz no llenard ya la pupilo de la lente de u-
na manera optima. Como resultado, el punto de radiacion T
se hara ligeramente mayor en la direccién de la linea que
une el eje o6ptico 00"con el centro del*elemento de desvia-
cion (una cufa o un reticulo). La resolucidén del haz de lef
en esa direccién se reduce entonces ligeramente. La influei
cia do ésto, de por si un efecto secundario, puede reducir
se todayia mas disponiendo para ello la linea que conecta
el eje optico y el elemento de desviaciéon formando un angu
lo de aproximadamente 4%$s con la direccion de una parte de
pista que haya de ser leida.

Los dos elementos de desviacién de la radiador

5y 10 en la Fig. 1, los cuales son necesarios para obtenei



p-

67.991

10

15

20

25

30

20028

~uns distancis sdecusda entre los puntos de radiacién V{ hg

V%, debersn estar correctsmente olineados reletivemente ep

.Ello es debido a que el elemento 10 debe ser dispuesto en

_Vi y el puﬁto de leer cuya imagen ha sido vuelts s formsrn

'y pars generar una sefisl de error de enfoque. El éres de 14

| leer, la cusl es dirigids hacias el soporte de informascidn.

Hoja nam. ]G

by

tre si. Ademés, los elementos 5 y 10 deberén euter, juntos|

correctamente alinesdos con relacidn ol sistems de objetivp,.

ls sombras del elemento 5.
- En la Fig. 4 se ilustrs uns reslizecidén de un
] .
apaFato de acuerdo con el invento, en el cusl se ha obte-
/ .

nido un espaciamiento adecuado entre el punto de enfoque

con ayuds de solaménte un elemento de desviacidn de le ra-
discibn, cuys posicidén no es muy critics. En 13 Fig. 4,
los elementos que corresponden 8 los de la Fig. 1 llevan
los mismos nlmeros de referencis.

" En 1 disposicién de la Fig. 4 hay uns peque-
fia cufia dptice 10 dispuesta de modo que un haz secundsrio,

o haz de enfoque 6, es desvisdo del haz de leer, el cual

ha sido reflejado por el soporte de informscidn. Las lines
de trezos en ls Fig. 4 indicsn ls parte del haz de leer qu
pess a través de ls cuiis. Les lentes I, vy L2 garantizan qu
el haz de enfoque es concentrsdo sobre’ los detectores de
enfoque en un punto de radiscién, o punto de enfoque, Vi.
Se usa shors solamente un punto de‘radiacién

en ls estructurs de la iﬁformaci6n pars leer ls informacidy

estructure de la informscidn sobre ls cusl se enfocs el haj

de leer es entonces siempre el Sres que esté siendo leida.

Ta cufis 10 desvis tembién uns psrte del haz del

No obstente, ess parte es enfocsds sobre lo estructura de

4
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-la informaciéon en.un punto de radiacion adicional a la de-
recha del” punto de leer V™. El sistema de lentos 1®, Lg
vuelve a formar la imagen del punto de radiacidon adicional
en una posicién a la izquierda del eje Optico 00™ es decir

no sobre los detectores de enfoque.
i

Los"elementos Opticos estan alineados de modo
que si la distancia entre el plano de las pistas de infor-
macion 2 y el sistema de objetivo L~, Lg es correcta, la
radiacién que incide sobre la cufa O6ptica es dirigida como
se ha indicado por las lineas de trazos en la Fig. 4. La
cufia o6ptica desvia entonces el haz de enfoque 6 de modo que
el punto de enfoque es simétrico con relacion a los detec-
tores de enfoque. Estos detectores de enfoque reciben en-
tonces la misma cantidad de radiacién, y las sefiales de sa-
lida S, y Sg de los detectores 7 y 8 son entonces iguales.
Si se mueve el plano de la estructura de la in-
formacién con relacién al sistema de objetivo L Lg, cam-
bia la convergencia del haz de leer que es reflejado por
el soporte de informacidon. Como resultado de esto, aquella
porte del hoz de leer, que se usa como haz de enfoque iInci-
dird sobre la cufa 10 con un angulo que difiere del indica-
do en la Fig. 4. Como resultado de ésto, combia también la
direccion del haz 6 que pasa a través de la cufia 10 y, por
consiguiente, la posiciéon del punto de enfoque con rela-
cion a los detectores de enfoque. Si se mueve el plano de
la estructura de informacidn hacia el sistema de objetivo,
el detector 7 recibird més. radiacién que el detector 8. No
obstante, si el plano de la estructura de la informacién se
mueve separandose del sistema de objetivo, el detector 7 re

cibira menos radiaciéon que el detector 8.
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Las operaciones adicionales descritas con re-
ferencia a la Fig. 1 pueden también aplicarse a la dispo-
sicion de la Fig. 4.

Preferiblemente, la distancia a entre el cen-
tro de la cuifia 10 y el eje Optico 00"es de aproximadamente
0,7 veces el radio del haz de leer en la posicidon de la cu
fia. En el caso de uno variacion en el grueso del soporte
de informacion, la influencia de las aberraciones esfOricai
en el sistema de objetivo sobre la forma del punto Vi es
también entonces minima.

Adomas, la linea que separo los detectores de
enfoque forma preferiblemente un angulo agudo, por ejemplo
de 452, con la direcci6on en lo cual se mueve el punto de
radiacion que se forma en el plano de los detectores de en
foque, al cambiar la posicién del plano do la estructuro
de la informacioén.

Finalmente, la linea que une entre si la cufa
6ptica 10 con el eje optico, forma preferiblemente un an-
gulo de aproximadamente 452 con la direccién de una parte
de la pista que ha de ser leida.

\ El hecho de que el invento haya sido descrito
sobre la base de una cufia como un elemento de desviacion
de 13 radiacién, no significa que el invento quede limita-
do al uso de tal cufa. En vez de una cuifa es alternativa-
mente posible usar cualquier otro elemento de desviacion
de la-radiacion, tal como un reticulo de difraccioén.

Se deben también tomar medidas para desviar el
haz de enfoque 6 en una direccién opuesta a la indicada en
las figuras, de modo que los detectores de enfoque puedan

ser dispuestos al mismo lado del eje 6ptico 00"que el ele-



monto 10. de desviacidon de la radiacion. Para este fin, la
cufia 10 puede ser girada, por ejemplo, 1807~ alrededor de

Su propio eje."
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REIVINDICACICONTES

) -

| Los puntos de invenciaﬁ propis y nucve que sé
presenton psra que sesn objeto de céta solicitud de Psten-
te de Invencidn en Ispaiiz, por VEIETE siios, son los que se
recogern en-laé reivindicaciones sisuientes: ‘

J 12.~ Un aparsto perféccionpdo psrs leer un so-
porte de informocién reflectsnte de la rediscidn bptica,
cuyo apwraﬁo dbmprende uns fuente de rodiscién que produce
un haz de leer, un siétema.de objetivo paré enfocar el hoz
de leer en un punﬁo de leer sobre la estructurs de lo in-
formecidn del soporté de informacidn y pers formar lo iﬁa-
gen del puuto de leer sobre un defector de informscidn sen
sible o lo radiscién cuya sefisl de salidé_repfasenta la in
formacidn y un sistems do Jeteccidn -de error ds enifogue &p
tico~electrénico pars determiner uns desviecibn entre la
posicidn deseads y 13 posiciéﬁ;real del plano de -eunfogue
del sistems de objetivo, cuyo sistems de deteccién del err
de enfoque comprende dos detectores de enfoque sensibles a
1s rsdiscibén los cuoles cooperaﬁ con un w3z de cenfogue esti
cho, proporcionando 13 diferencis entre la sefisl de salida
de los detectores de enfoque una indicécién scercse de dichf
cibn del haz de leer 2 un lado dél ejé 6ptico del sistema
de objetivo incluye un elemento de desviscidn de 15 rodis-
cién,icuya Srea éuperficia; es sustanciaimente menor que el

ires transverssl del haz de leer.

‘cidn estd consbtituido por un reticulo de difrsccidn,

desviseidn, caracterizado porque la trsyectorias de la radig

-© . 2a,~.Un sparato seglin ls reivindicecién 12, caq-

<l
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33 .- Un aparato segun la reivindicaciéon la, ca
racterizado porque el elemento de desviacidon de la radia-
cidn esta constituido por una cufa O6ptica.

4& .- Un aparato segun la reivindicacion la, ca
racterizado porque.la trayectoria de la radiaciéon del haz
de leer que.es* dirigido al soporte de informaciéon incluye
un elemento de desviacién de la radiacién, de tal modo que
la radiacién que incide sobre el elemento de desviacion de
la radiacion forma un punto de radiacién adicional sobre
la estructura de la informacién, ademas del punto de leer,
la imagen de cuyo punto de radiacidon se forma sobre los
detectores de enfoque mediante el sistema de objetivo.

Un aparato segun la. reivindicacion 4a,
siendo el elemento dé desviacion de la radiacion una cufa
Optica, caracterizado porque la trayectoria de la radia-
cion del haz secundario que se forma mediante la primera
cufa o6ptica y que es reflejado por el soporte de informa-
ciéon incluye una segunda cufa Optica.

6a.- Un aparato segun la reivindicacion 53, ca-
racterizado porque la segunda cufia Optica esta dispuesta
dentro de la imagen de la primera cufia*6ptica formada con.
la ayuda del soporte de informaciéon y el elemento de lente
del sistema de objetivo mas proximo al soporte de la infor
macion.

7-*-_.Un aparato segun la reivindicacién 63, c3
racterizado porque las cufias Opticas estan dispuestas en
el-plano focal posterior del elemento de lente del sistema
de objetivo mas proximo al soporte de informacion.

83.- Un aparato segun la reivindicacién 43, ca—

racterizado porque el elemento de desviacidon esta dispuesto
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~de modo que la distencia entre el cje éptico del sistems
de objetivo y el punto por el que ¢l hoz de énquﬁe énﬁra
por primers vez-en el elemenfo de lente del sistems de ob-
| jetivo mds préximo sl soporte de.informacién es igusl a
5 aproximadamente'd,7 veces el radio de la pupils de dichs
lenta, ' | S A _
. 9%93,- Un apa?ato segln la reivindicacibn 12, cg

racterizado porque hay un elemento de desviacién de la ro-
discibh ircluido en ls trayectoris del haz de leer, el cusl
10 es reflejaao pof-el soporte de .informscidn y que se origi-
ns en el punto de'rediaciéﬁ; de tal modo que ls radisciébn
que incide sobie el elemento de desviacién de ls radiaciéﬁ
es desviads por los detectores de enfoque,

103.~ Un’sparsto segn 1o reivindicscibén 9a,
15 caracterizado porque la distancié entre el centro del ele-~
mento de desviocidn de la radiacibén y el eje dptico es igudl
8 aproximadsmente 0,7 veces el wadio dei hoz de leer en 13
posicidn del elemento de desviacidn de 1a radiacidn.

11a,~ Un aparsto segin cualquiers de lss rei-.
20 vindicsciones precsdentes, caracterizado porque la lines dé

divisidn entre los detectores de enfoque forms un 4ngulo

agudo con la direccidn en 13 cual el punto de radiacién fox
mado en el plano de los detectoreside'enfoque Se mueve como
resultado de los errores de enfoque.
25 . l22.- Un abarato segin cualquiers deﬁlas relvipn|
dicaciones precedentes, caracterizado porque ls lines de
unién.entre el eje Sptico del sistema de 6bjetivo ¥y el ele~
mento de desviscién de ls rsdiscibén forms un éngﬁlo de apro
ximsdsmente 452 con la direccién en 1a:cual se lee ung pis-

30 ta do informscién del soporte de registro.

20028
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- 133.- UN"APARTO PERFECCIONADO PARjY LEER UN
"SOPORTE DE Hiyom™ICI0ir-RJELE-OTANTE DE" LA "bYDIACIOE OPTICA.
Tal y.como se ha descrito en le Honorio que
antecede, representado en los dibujos que se acompafan y
con loo fines que se han especificado.
- Esta memoria consta de veintitrés hojas escri-

tas s maquina por una sola cara.

. Madrid, 21.MAH1978
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